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В данной работе рассмотрены результаты экспериментальных исследований, а также моделирование электропроводимости остовковых нанопленок теллурида свинца с учетом их структурных особенностей. Исследуемые пленки были получены лазерными методами [6], а их структура изучена с использованием РЭМ Quanta 200 3D и зондовой нанолаборатории Интегра-Аура и возможностей среды MATLAB. Рассматриваемые образцы имели островковую фрактальную структуру (наиболее близкую к фракталу диффузионно-ограниченной агрегации) [2], c бимодальной функцией распределения по латеральным размерам гранул величиной 1-3 мкм и перепадом высот рельефа 30-40 нм (рис.1).  Электропроводимость оценивалась как величина, обратная к сопротивлению, измеренному по четырехзондовой схеме [3] на интервале  напряжений от 0.1 до 1 В и силы тока 10-6 А.  Ее велчина составила значение σ~10-7 Ом-1[1].
Для островковых нанопленок с диэлектрическим типом электропроводимости (с разреженной структурой островков) была предложена модель электропроводимости, реализующая оценку сопротивления системы с учетом эффекта туннелирования по островками и прыжков зарядов/электронов между ними [2] для предварительно смоделированной нанопленки, в приближении фрактала диффузионно-ограниченной агрегации с варьируемым во времени коэффициентом прилипания [8] (рис.1). Сопротивление дорожки проводимости по островку (Rc) с длиной, вычиленной в соотвествии с диаметром окружности минимального покрытия [4], оценивалось по классической формуле [7], а сопротивление между островками (Rh)  -  в приближении узлов сетки Миллера-Абрахамса [5].
Так, например, при T=300 K и параметрах, соответствующих теллуриду свинца, модельная система из 4 изолированных островков в приближении фракталов диффузионно-ограниченной агрегации (рис. 1), имеет рассчетные значения  Rh=0.1259*107 Ом, и Rc=2.1*107 Ом и суммарное сопротивление системы величиной R=2.22*107 Ом или σ*~0.45*10-7 Ом-1. Таким образом, можно заключить, что предложенная модель на качественном уровне достаточно хорошо соотвествует результатам измерений для реальной системы.
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	Рис. 1. Модель островковой пленки PbTe из 4 изолированных островков при T=300 K: выделенны окружности минимального покрытия островков и граф прыжков между островками, A и B точки приложения напряжения, образующие тракеторию прохождения тока



Этот факт дает возможность прогнозировать электропроводные свойства нанопленок теллурида свинца, а значит и создавать материалы с наперед заданными свойствами.
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